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概要: 
東北大学電子光理学研究センターでは SPring-8 LEPS2ビームラインに 4π電磁カ
ロリメータの設置の準備を行なっている。そこで使用する荷電粒子識別用の波長変

換ファイバー読み出しのプラスチックシンチレータの形状を決定するための試験用

検出器を作成し、電子ビームを用いた検出効率、位置分解能の測定を行う。 
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5. 希望ビーム条件 
ビームライン上にターゲットを置き、生成する 1GeV/c 程度の電子または陽電子を
利用する。測定は MIP を使って測定するため、エネルギーの絶対値は重要ではな

く、通常 LEPS実験で用いられるビーム条件を希望する。 

 

6. 希望マシンタイム数・時期 
7shifts (3.5日)。実験エリアでの準備に 2日間を希望。 
11月以降を希望。 

 

7. 希望場所 
LEPSスペクトロメータの DC3と TOFカウンターとの間の約 1.5m程度のスペー
スに検出器類を設置して行いたい。検出器等はビーム軸方向 1m以内に収まるよう

にし、読み出し回路系・DAQシステムは実験ハッチ内部に設置する。 

 

8. 実験の目的 
東北大学電子光理学研究センターでは SPring-8 LEPS2 ビームラインに設置する
BGOクリスタル 1260本の卵型 4π電磁カロリメータの建設を進めている。電磁カ
ロリメータモジュールのみでは入射粒子の電荷の判別はできないため、その前面に

プラスチックシンチレータを設置し荷電粒子識別を行うことを検討している。設置

場所が電磁カロリメータ内部になるため、読み出しには波長変換ファイバーを用い

て、エネルギー損失(ΔE)、入射位置の測定が行えるようファイバーを 2次元に張る。

昨年度東北大学電子光理学研究センターで 5mm 厚のシンチレータで、1, 2mm 径
の波長変換ファイバーの間隔を変え基礎測定を行った。今回の実験では 5, 3mm厚
のシンチレータでの応答性能、2 次元にファイバーを張った時の位置分解能測定、

検出効率の測定を行う。 

 

9. 実験方法および要求マシンタイム 
a) 実験方法 
図のように入射位置を 2次元で特定するために beam profile monitor を設置し、
その下流に試作した荷電粒子識別用シンチレータのサンプルを設置する。Beam 

profile monitorには 3mm分解能のものと 1mm分解能の 2種類を用意し 、測
定内容に応じて 2種類の beam profile monitorを使い分けて測定を行う。 



これらの検出器に 1GeV/c付近の電子もしくは陽電子を入射させ、上流に
設置した beam profile monitorの x軸, y軸の 2面の coincidenceを triggerに
してデータ収集を行う。この 2面の hit 情報を用いて sample scintillator上の

入射位置を特定する。Sample scintillator に張ったファイバーは 1本もしくは
数本束ねたものをマルチアノードの PMTを用いて読み出す。 

Sample scintillator は以下のような条件を組み合わせたものを準備する。 
• scintillator 厚 (3mm, 5mm) 
• 波長変換ファイバー (3mm径、5mm径) 

• ファイバー間隔 (0mm, 2mm, 5mm, 10mm) 
• ファイバー2次元配置 (背面 2層、両面 1層、 xy配置) 
• 入射角度 (90, 60, 45, 30度) 

DAQ system では sample scintillator 及び beam profile counter の情報を
CAMAC ADC, TDCを用いて収集する。読み出しチャンネル数が多いためデー
タ収集用の回路は実験エリア内に設置する予定である。 

b) 要求マシンタイム 
実験スケジュールは以下のように計画している。 
 1-2日目 実験装置搬入・セットアップ、PMTの漏れ磁場対策 

 3日目 読み出し回路・DAQ調整 
 4-6日目 データ収集 
 7日目 実験装置搬出・撤収、現状復帰 

測定は 1 setup について、4 時間の測定を予定。(trigger rate 100Hz, trigger 
counterの各格子点について約 10000events測定。Setup変更の時間も含む。) 
 20通りの組み合わせについて測定を行うため、10shifts (80時間) 行うため、

測定準備（ビーム無）2日、ビームを使った測定 3.5日、撤収 1日を要求する。 

2dim. beam profile monitor 

Sample scintillator 



10. その他 
本実験は東北大学電子光理学研究センターの共同利用実験 2745 として採択された
実験であるが、東日本大震災のため実験の見通しがたたなくなってしまった。RCNP

及び Spring-8 で実施していただいている震災支援事業の枠で同等なビーム条件が
可能な LEPSビームラインでの実験を希望するものである。 

 

11. 放射線安全管理に関する事項 
特になし 




